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Partie 6: Méthodes de mesure pour les modules a cristaux liquides —
Type transmissif

AVANT-PROPOS

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalsatign “dans \Nes domdines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités ¢ S interhationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessi io (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés «Publication(s) de la CEl»). Leur élaboya 'on SR oMmités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le su1 € icipet. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liajson partictpent également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation In (1SO), selon des

conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernan
du possible, un accord international sur le

présentent, dans la mesure
gs Comités nationaux de la CEI

comme telles par les Comités nationaux de [aSEI. T¢ onnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses p a la CEIl ne peut pas étre tenue responsable de

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpré un quelconque utilisateur final.
Dans le but d'encourager I' SA és nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliq ublications de la CEl dans leurs publications

La CEIl n’a préy ! Yo\t c 2 age valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité p® Squi < fofmes a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs goive sopt en possession de la derniére édition de cette publication
Aucune responsabi it 8 i e ¢ , a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y is s ficuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de ejudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justigce ant de Ia publlcatlon ou de Iutlllsatlon de cette Publication de la CEIl ou de

référencées €s obhga Qire pour une application correcte de la présente publlcatlon

L’attention est attirée Sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEl 61747-6 a été préparée par le comité d’études 110 de la CElI:
Dispositifs d'affichage a panneaux plats.

Cette partie de la CEIl 61747 cl6t la révision compléte de la CEl 60747-5(1992) et des ses
amendements.

Le texte de cette norme est basé sur les documents suivants:

FDIS Rapport de vote

110/13/FDIS 110/19/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a 'approbation de cette norme.
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International Stand

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 6: Measuring methods for liquid crystal modules —
Transmissive type

FOREWORD
The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for q
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj&ctN of to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the elegtyie flelds To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stan ar
Technical Reports, Publicly Available Spe0|f|cat|ons (PAS) and Guide “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IE i if{te€ interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory work.

Publications is accurate, IEC cannot be h
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, | i C ittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximyn Si a and regional publications. Any divergence
between any IEC Publicatiq regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

No liability shall atta employees, servants or agents including individual experts and
members of its tech National Committees for any personal injury, property damage or
other damage o¥ an whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising\out \of wblicati use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

patent rightsNEC shal not'™be held responsible for identifying any or all such patent rights.

d IEC 61747-6 has been prepared by IEC technical committee 110: Flat

panel display devices.

This part of IEC 61747 series completes the full revision of IEC 60747-5(1992) and its
amendments.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
110/13/FDIS 110/19/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
Cette norme doit étre lue conjointement avec la CEl 61747-1.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
S
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
This standard should be read in conjunction with IEC 61747-1.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
S
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DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6: Méthodes de mesure pour les modules a cristaux liquides —
Type transmissif

1 Domaine d'application et objet

La presente part|e de la CEI 61747 deflnlt les detalls des procedures d e mat|on de la qualité,

Article 3, définitions de la chromaticité et du pixel)
source intégrée d’éclairement.

Dans le cas des systémes en rétro<projecti jecliopvfrontale, les performances
optiques sur écran ne sont pas déterminges s grformances du panneau telles

que décrites dans cette norme. Elle déterminées par le systéme optique
comprenant l'objectif de projection, I'édran, optigues, etc. Cette norme n'est donc pas
applicable a de tels system i estidn. (Cependant, elle peut étre utilisée
comme guide pour la dé ances optiques «a l'écran» des systémes de
visualisation en rétro-projettion

Pour obtenir une/descxpti des performances des dispositifs couverts par
cette norme, le @3 ification§ , s,

définies. Elles se ra

f) fiabilité et risque/sécurité.

Dans la plupart des cas, la spécification se définit de soi-méme. Pour certains points de
spécification cependant, en particulier dans le domaine des performances optiques et
électriques, la valeur spécifiée peut dépendre de la méthode de mesure.

L'objet de cette norme est d'indiquer les paramétres qui dépendent de la procédure, a en
donner la liste et a prescrire les méthodes et conditions spécifiques qui doivent étre utilisées
pour en obtenir une détermination numérique uniforme.

On suppose que toutes les mesures sont réalisées par du personnel ayant I'expérience des
mesures radio-métriques et électriques en général, étant donné que ce document ne vise pas
a donner une description détaillée de la bonne pratique en matiére de physique expérimentale
électrique et optique. De plus, on doit s’assurer que tous les équipements sont étalonnés de
maniére appropriée par du personnel qualifié et que des archives des données d’étalonnage et
de tracgabilité sont conservées.
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LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 6: Measuring methods for liquid crystal modules —
Transmissive type

1 Scope and object

This part of IEC 61747 gives details of the quality assessment procedures, inspection
requirements, screening sequences, sampling requirements and test( and “peasurement
procedures required for the assessment of liquid crystal display moduleg.

For both rear projection-display systems and fyont i y systems, optical

performance on the screen is not only determined by the/pane mmance as described in
this standard, but also by the lighting S jectian lens, screen, light filter,
etc. Therefore, this standard is pfojection-display systems.
(Nevertheless, for the determination o rformance of rear projection-

general type (e.9. i i 2
optical (e.g. @f [ ime; viewing direction, cross-talk, etc.);

)
)
c) electrical (e.g. pé
)
)

specification is self-explanatory. For some, however, notably in the

area of opticaland electrical performance, the specified value may depend on the measuring

method.

The object of this standard is to indicate and list the procedure-dependent parameters and to
prescribe the specific methods and conditions that are to be used for their uniform numerical
determination.

It is assumed that all measurements are performed by personnel skilled in the general art of
radiometric and electrical measurements as the purpose of this standard is not to give a
detailed account of good practice in electrical and optical experimental physics. Furthermore,
all equipment needs to be suitably calibrated by competent personnel, and records of the
calibration data and traceability need to be kept.
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2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernieére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

ISO 13406-1:1999, Exigences ergonomiques pour travail sur écrans de visualisation a panneau
plat — Partie 1: Introduction

ISO 13406-2:2001, Exigences ergonomiques pour travail sur écrans de vis
plat — Partie 2: Exigences ergonomiques des écrans a panneau plat

tion a panneau

3 Définition de la chromaticité et du pixel

décrire les capacités de couleur de i 3 i ble de I'extérieur (et électri-
gquement) par l'utilisateur. Cela conduit™auxdé va (voir également I'Article 3,

b) un afficheur coule ing hrQmaticités («couleurs») adressables par I'utilisa-
teur. Un affichage : S
2 bits par pri
couleurs).

Dans ce docume
étre constitué de
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2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 13406-1:1999, Ergonomic requirements for work with visual displays based on flat
panels — Part 1: Introduction

ISO 13406-2:2001, Ergonomic requirements for work with visual displays based on flat
panels — Part 2: Ergonomic requirements for flat panel displays

3 Chromaticity and pixel definitions

Several points of view with respect to the preferred terminol
"achromatic", "chromatic", "colour", "full-colour",
spectroscoplsts phyS|C|sts colour-perception SC|ent|sts phy |aI

the user. This leads us to the folloWwi
Terminology):

be "black and white" or a-chromatic;
b) a colour display has 2 WO ur—ssa e chromaticities ("colours"). A 64-colour

Within this docunient,
a multitude of constitu
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4 Conditions normales de mesure

4.1 Equipement et montage normaux de mesure

4.1.1 Afficheurs matriciels a haute résolution ( 2 320 x 240 pixels)
> 500 pixels ex: diaphragme 04 cm
‘ Bucoept < i &
J rd
L] ex: 50 cm

Dispositif en essai PRhotorrétre
| |
[

(7

[0 >

Figure 1 — Systéme de m a configuration

:

Trois appareils de mesupé ¢ S tillsés pour les mesures de la lumiére
transmise et/ou réfléchie par i ' (DEE): un appareil de mesure de la
luminance, un photo i pectroradiométre. Le systéme optique est
représenté de maniere atique, & igure 1 et il doit permettre la mesure d'une zone
d'écran bien défi P i le DEE. Au cours des mesures des dispositifs
d'affichage matris i i c appareils soient installés de maniére que leur champ
d’observation cwcuwe ou i iré comprenne plus de 500 pixels du panneau en

observation nor
total accepté g

cdept: doit étre inférieur a 5° (voir Figure 1). Cela peut par
exemple étre

une distance de mesure de 50 cm entre les appareils et le
aleur recommandée) et un diamétre de la pupille du détecteur
. ) Lorsqu’on mesure des afficheurs a segments, il convient que le
champ d’okservation sqit réglé sur un segment unique et qu’il n'inclue aucun de ses éléments
environnants.

La direction d’observation et la gamme d’angle sont données par les coordonnées polaires 0 et
¢ comme cela est défini a la Figure 2. 8 ;, = 0 est la direction a 3 heures («droite»), 8, = 90 la
direction a 12 heures («haut»), 9¢ = 180 la direction a 9 heures («gauche») et 8 ,= 270 celle a
6 heures («bas»). Dans la direction de mesure normale, le photométre observe le DEE sous un
angle de vue vertical (8= 0°). Pendant le balayage de 8 et/ou ¢, le centre du point de mesure
sur le DEE doit rester fixe.
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